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Abstrad 
百leshutter of camera is a device that con仕olsexposure time for出巴 imagesensor. A focal-plain-shutter is currently 
mainstream model of SLR Camera. The uneven-exposぽeis rarely occ町 at血emanufacturing stage in the 
focal-plain-shu伐er. 百leuneven-exposure is phenomenon血atphotogrョphs isn't able to be exposed. 官le
unevenness-expos町ecause is vibration of the shutter.・blades.The cause of vibration is the gap between血esh凶 er
blades and pins. To reveal cause of the uneven-exposur丸山is如 dyfocuses on the backlash of arm with drive-unit. 
This study uses shutter-blades model for simple experiment.百leexperimental appara加scan drive the shutter-blade 
model with slider at high speed by spring force. To reveal the behavior during回nsientmoving， two 
laser-displacement-meters measure the displacement gap of shutter-blade-model and slider.百leresults or experiments， 
it become clear that center of gravity and backlash size of shutter-blades model are important parameters. Rebound 
amount and interval time of peak to peak decr田 sas the backlash is decrees. 
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Fig.3 .1.1 Results of initial condition experiment 
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Table 3.2.1 Experiment condition 
Condition Distande of the center 









Fig.3.2.1 Weight position 
Bottom tip 
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Fig.3.2.4 Summary ofResults of changing center of gravity experiment 















unit:[mml Front Rear Avera医e
Hole diameter of 
8ackladh average 
shutter-blade model 2.972 2.964 2.968 rHoleJーrpinJ
2.533 2.527 2.530 0.438 
2.622 2.618 2.620 0.348 
Diameter of pins 
2.710 2.708 2.709 0.259 
2.857 2.855 2.856 0.112 
2.918 2.908 2.913 0.055 
2.951 2.955 2.953 0.015 
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Fig.3.4. tAbout Dis包nceof pin to pin 
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Displacement ofhole to hole: 14.7'何mm]
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Fig.3.4.3 Summary of results of distance of hole to hole 
4. 結宮
本研究では，シャッター羽根モデ、/レの重心位置やガタ量，穴間距離のパラメーターを変更し実験を行い
各パラメーターが振動挙動にどのように影響を及ぼすか計測した結果を以下にまとめる.
(1)初期条件がシャッター羽根を進行方向後ろ向きに傾けたBパターンのように，動きはじめで羽根
モデ、ルが後ろ側に動かない条件では振動は発生しない.
(2)重心位置を下端寄りにすることで，跳ね返り量を抑えることができる
。)ガタ量を抑えることで，跳ね返り量を抑え，振動の減衰も早くすることができる
(4)シャッター羽根モデ、ルの穴間隔とピンの間隔を変化させることで，シャッター羽根モデルの挙動
を変化させることができる.振動挙動を抑制するためには，穴の中心間距離とピンの中心間距離
の差をある一定値より大きくする必要がある.
以上のことより，露光ムラの直接の原因となる跳ね返り量を抑制するためには，重Ji:A立置を下端寄りに
すること，ガタ量を小さくすること，穴とピンの中心間距離差を，ある一定値より大きくすることが有効
であると考えられる.
